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Przyrzad do pomiaru grubos$ci przezroczystych przedmiotéw

Przedmiotem wynalazku jest przyrzad do pomiaru grubosci przezroczystych przedmiotéw, zwtaszcza szkla-
nych plyt i scian, szklanych pojemnikéw o dowolnym ksztalgie.

Znane metody optycznego pomiaru grubosci przedmiotéw przezroczy stych mozna podzielié na interferen-
cyjne, dyfrakcyjne i odbiciowe. Metody interferencyjne, stosowane szczegdlnie przy pomiarach cienkich warstw
charakteryzuja si¢ duza doktadnoscia i mozliwoscia pomiaru w $wietle przechodzacym oraz odbitym. Pomiar
polega na odczycie przesunigcia prazkéw interferencyjnych, co wykonuje si¢ przy pomocy mikroskopu lub
innego urzadzenia. Znane jest rozwiazanie miernika interferencyjnego z polskiego opisu patentowego patent nr
60324 oraz z ksiazki pt. II Pracownia Fizyczna, cz. Il — UAM 1973 Poznan, str. 87. Metody dyfrakcyjne s3 mniej
doktadne niz interferencyjne, stosowane przy pomiarach grubosci do kilkunastu milimetréw. Pomiar grubosci,
ktéry polega na rejestracji promieni ugietych na przedmiocie, wykonuje si¢ w swietle przechodzacym. Znane jest
rozwigzanie miernika dyfrakcyjnego z opisu patentowego ZSRR patent nr 532000. Metody odbiciowe charakte-
ryzuja si¢ dobra dokladnoscia, znajdujg zastosowanie przy pomiarach grubosci do kilku centymetréw. Pomiar
grubosci polega na rejestracji natgzenia wiazek odbitych od przedniej i tylnej powierzchni przedmlotu przy tym
wykorzystuje si¢ mikroskop.

Znane jest jedno rozwigzanie pormiaru grubosci oparte na odbiciu $wiatta od powierzchni mierzonego przed-
miotu. Rozwiazanie takie przedstawione jest w ksiazce M. Grotowskiego pt. Optyka — wydanej przez ETN, L6dz
1954, str.69. Przedmiotowy miernik stanowi standartowy mikroskop optyczny. Istota pomiaru jest nast¢pujaca.
Obiektyw mikroskopowy ustawia si¢ tak, aby w okularze powstal wyrazny obraz dowolnej dobrze odbijajgcej
powierzchni, nastgpnie migdzy obiektyw i odbijajaca powierzchnig ustawia si¢ mierzong plytke, przez co obraz
przestaje by ¢ wyraZny. Dla ponownego otrzymania wyraznego obrazuobiektyw mikroskopowy nalezy przesunaé
do géry na wysokos¢ h, réwng pozornemu wzniesieniu przedmiotu. Odczyt wysokosci H na podziatce sruby
podnosnikowej mikroskopu pozwala wyznaczyé grubo$é przedmiotu wg wzoru d=h n2_ gdzie n] —

wspétczynnik zatamania powietrza; n) — wsp6tczynnik zatamania materiatu mierzonego prZe n}mtJ
Metody odbiciowe wymagaja znajomosci wspétczynnika zatamania materiatu mierzonego przedmiotu, dlatego
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gtéwnie nadaja si¢ do pomiaréw wzglednych, np. kontroli grubosci. Zalcta tych metod jest mozliwosé pomiaru
grubosci zamknigtych pojemnikdéw, ponadto mierniki odbiciowe moznu stosowa¢ do kontroli gtadkosci powicrz-
chni przedmiotéw. Kazda z wymienionych metod umozliwia bezkontaktowy pomiar grubosci, co réwniez jest ich
zalety.

Rozwiazanie wed}ug wynalazku polega na konstrukcji przyrzadu, w ktérym dokonuje si¢ ogniskowania

réwnoleglej wiazki zmonochromatyzowanego s$wiatta na powierzchni przedmiotu oo mierzonej grubosci

w dwdch potozeniach ogniskujacego, poosiowo-przesuwnie umieszczonego obiektywu i odbioru réwnolegtej
wigzki zwrotnej swiatta odbitego. Odlegtos¢ pomigdzy potozeniami obiektywu pomnozona przez wspétczynnik
zatamania materiatu, z ktérego jest wykonany przedmiot, wyznacza jego gruboscé.

Istota przyrzadu jest jego budowa, na ktéra sktada si¢ podstawa w formie optycznej tawy z umieszczonymi
na niej przesuwnymi konikami, na ktdrych usytuowane sg poszczegdlne elementy konstrukgji przyrzadu. Kolejno
na konikach s3 umieszczone i tak na pierwszym w prowadnicy pionowej pryzma, na drugim koniku rama, a na
trzecim kadtub autokolimatora Czoto autokolimatora jest umieszczone w ruchomej sciance ustawionej na ramie
ijest zakoriczone obiektywem. Przesuwna plytka pomiarowa stanowiaca z pryzmg stolik pomiarowy, na ktérym
umieszcza si¢ badany przedmiot jest potaczona poprzez sworzen z czujnikiem pomiarowym i sruba mikrometry-
czng. Na kadlubie autokolimatora jest umieszczony oswietlajacy uktad. Tylna cz¢$¢é autokolimatora jest pota-
czona z gtowica fotopowielacza, z ktéra potaczony jest miernik pomiarowy. Przyrzad wedtug wynalazku nie
znajduje odpowiednika w dotychczasowym stanie techniki w zakresie konstrukcji i pozwala na bezstykowy po-
miar grubosci przedmiotéw przezroczystych o zakresie 0,05 do 2 cm. Szczegélnie nadaje si¢ do kontroli grubosci
zamknigtych pojemnikéw szklanych, pomiaru grubosci réznych elementéw optycznych. Ponadto moze by¢
przyrzad stosowany do badania chropowatosci powierzchni.

- Przyrzad wedtug wynalazku jest uwidoczniony w przyktadowym wykonamu na rysunku, ktéry przed-
stawia ogdlny widok przyrzadu w rzucie aksometrycznym.
Przyrzad do pomiaru grubosci ma optyczna tawe 1, na ktérej na pierwszym koniku 2 jest umieszczona pryzma 3
osadzona przesuwnie w prowadnicy 4. Na drugim koniku 5 zamocowana jest rama 6, a na trzecim koniku 7
kadtub autokolimatora 8. Czoto 9 autokolimatora jest potaczone z ruchomg scianka 10 izakoriczone obiekty-
wem 11 sprz¢zonym z pomiarowa plytka 12, ktéra jest potaczona sworzniem 13 z pomiarowym — zegarowym
czujnikiem 14 imikrometryczng srubg 15. Na kadtubie autokolimatora 8 umieszczony jest oswietlajacy uktad
16. Tylna czgsé autokolimatora 8 potaczona jest z fotopowielaczowa gtowica 17, z ktdra jest potaczony miernik
18.

Bfi’yfqud’ wedhig wyhalazku umozliwia pomiar grubosci w przedziale od 0,5 do 20 mm z dok tadnostfg’

w granicach +0,02 mm. Zakres stosowania przyrzadu jest szeroki, szczegdlnie przydatny w przypadkach, gdy nie
moga by¢ stosowane mechaniczne metody pomiaru, np. przy mierzeniu precyzyjnych elementéw optycznych,
elementéw o nieregularnym ksztatcie, $cian zamknigtych pojemnikéw i innych. Ponadto za pomoca przyrzadu
mozna sprawdzaé chropowatos¢ powierzchni przedmiotéw oraz wyznaczaéich wspétczynnik zatamania $wiatta.
Pomiar grubosci przeZroczystych przedmiotéw przebiega wzdtuz nastgpujacego porzadku. Po wiaczeniu zasilania
fotopowielacza i zar6wki o$wietleniowej, pomiedzy pryzma 3 i ptytka 12 ustawia si¢ przedmiot badany. Po tym,
obracajac wrzecionem mikrometru 15 znajduje si¢ pierwsze maksimum wychylenia wskazéwki miernika 18
i odczytuje pierwsze potozenie wskazéwki czujnika 14. Obracajagc dalej wrzeciono mikrometru znajduje sig
drugie maksimum wychylenia wskazéwki miernika 18 iodczytuje drugie potozenie wskazéwki czujnika 14.
Réznica wskazar czujnika pomnozona przez wsp6tczynnik zatamania materiatu przedmiotu mierzonego okresla
jego grubosé.
Aby unikng ¢ mnozenia, przyrzad mozna wyposazy ¢ w tabele grubosci przedmiotéw podajacg warto$é grubosci
w funkcji wspétczynnika zatamania iréznicy wskazan czujnika. Jesli zachodzi potrzeba wyznaczenia
wsp6tczynnika zatamania materiatu przedmiotu, wéwczas nalezy zmierzy¢ jego grubosé inna metoda i wyzna-
czyé réznice wskazan czujnika postgpujac jak wyzZej opisano. Oznaczajgc grubosé¢ przedmiotu przez d oraz
réznice wskazar czujnika przez h, wspétczynnik zatamania wylicza si¢ z wzoru n = d/d —h/.

Zastrze zenie patentowe

Przyrzad do pomiaru grubosci przezroczystych przedmiotéw wykorzystujacy tawe optyczng z osadzonymi w jej
prowadnicach konikami,znamienny tym, Ze na tawie (1) na pierwszym koniku (2) umieszczona jest
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pryzma (3) wprowadnicy (4), na drugim koniku (5) umieszczona jest rama (6) zas na trzecim koniku (7)
spoczywa kadtub autokolimatora (8), ktérego czoto (9) umieszczone jest w ruchomej sciance (10) ustawione;j na
ramie (6) izakoriczone obiektywem (11) sprzgzonym z pomiarowa plytka (12) potaczong sworzniem (13)
z pomiarowym czujnikiem (14) i sruba mikrometryczng (15), przy czym na korpusie autokolimatora (8) umiesz-
czony jest o$wietlajacy uktad (16), a tylna czgsé autokolimatora (8) jest potaczona z glowica fotopowielacza
(17) i potaczonym do niej miernikiem (18).
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